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ZEISS METROTOM 1  CT 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

计算机断层扫描（CT）是一种计算机辅助的无损扫描过程，可广泛应用于工业领域。CT扫描过

程利用X射线使被扫描部件的内部和外部结构以及缺陷可视化，同时提供完整的3D数据。ZEISS
工业CT解决方案是优化质量保证和过程控制的理想选择，具有提高资源利用率和易于使用的特

点——测量和检查，一气呵成！ 

介绍 

工业计算机断层扫描 

功能 
CT工作原理 

一次扫描，全面确定 无损扫描 省去耗时的夹持步骤 检查内部结构和缺陷 

X射线管 
从X射线管中产生的X
射线能够穿透样品。 

转台 

转台是扫描过程中的重要组

件，可完整采集部件。 

平板探测器 
通过平板探测器来探测

穿透部件的X射线。 

应用 
CT提供的功能 

测量 
使用ZEISS METROTOM系

列的CT系统，可按照测量

规范进行测量。 检查 

通过该技术可有效实行

装配控制和缺陷分析等。 
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 METROTOM 1

160 kV

2.5 k (2,500 x 2,500)

165 x 140 mm

5 μm + L/100

 (WxHxD) 1,750 x 1,820 x 8,70 mm

2,100 kg

GOM Volume Inspect 

ZEISS METROTOM 1 

CT  1750 (W) × 1820
(H) × 870  (D) mm
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